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  ルビーレーザホログラフィ干渉法によるプラズマ診断は国内でも数十年前から行われて

きたが、YAG レーザ(1.06μm)ホログラフィ干渉法によるそれは行われていない。ホログラ

フィ干渉法は、非接触測定で、局所測定であるトムソン散乱と比較すると、空間的密度分布

を同時に計測可能な点が特徴である。よく知られているように、フリンジを F 、電子密度

を en とすると、YAG レーザ(1.06μm)、マイケルソン干渉計の場合、 17
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となる。TS-3 プラズマを 1410en  cm-3 50l  cm とすると、 1/ 20F  となり、測定可能

である。フリンジ不足の場合は、重力波干渉計のようにファブリ・ペロー型に変形すればよ

いであろう。1.06μm の YAG レーザホログラフィの場合、検出器（材）が問題であるが、

我々は、(1) アナログホログラフィとして、(a)現在、パラフィン（セルロイド）を試してい

る。この他、 (b)従来の可視ホログラフィで使われている Agfa10E75 乾板に、天文、診療

放射線分野では知られているハーシェル効果を利用する方法をYAGレーザホログラフィで

試す予定である。(2)次に、現像処理不要のデジタルホログラフィへと発展させる予定であ

る。これは可視領域では用いられているが、赤外領域では用いられていない。(3)乾板への

偏光（磁場）情報の記録再生も可能であり、これも試す予定である。

以上の方法を、トムソン散乱計測と比較しながら、TS-3 プラズマ

に適用する予定である。図 1、２に(a)の場合の実験体系例、TS-3

適用体系例を示す。 

     

図 1  ２重露光 YAG レーザ干渉法の予備実験体系例       図 2  TS-3 適用体系例 


